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(57) Abstract : The invention relates to an integrated silicon circuit that comprises a physically non-reproducible LPUF function
enabling the generation of a signature specific to said circuit. Said function comprises a ring oscillator consisting of a loop (502)
through which a signal e flows, said loop consisting of N topologically identical delay channels (500, 501), connected to each
other in series and an inversion gate (503), wherein a delay channel (500, 501) consists of M lag elements (506, 507) connected to
each other in series. The function also comprises a control module (505) that generates N control words (C1, C2), said words
being used for configuring the value of the lag inserted by the delay channels on the signal e flowing therethrough. A measuring
module (504) measures the signal frequency at the output of the last delay channel (501) after updating the control words, and
means for deriving the measurements of the frequencies of the bits forming the circuit signature. The invention also relates to a
method and system for testing such circuits.
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L'invention a pour objet un circuit intégré en silicium comportant une fonction physiquement non copiable LPUF permettant la
génération d'une signature propre audit circuit. Ladite fonction comporte un oscillateur en anneau composé d'une boucle (502)
parcourue par un signal e, ladite boucle étant formée de N chaines de délais (500, 501) topologiquement identiques, connectées en
série les unes aux autres et d'une porte d'inversion (503), une chaine de délais (500, 501) étant composée de M €léments de retard
(506, 507) connectés en série les uns aux autres. La fonction comporte aussi un module de contréle (505) générant N mots de
contréle (Ci, C,), lesdits mots étant utilisés pour configurer la valeur des retards introduits par les chalnes de délais sur le signal e
les parcourant. Un module de mesure (504) mesure la fréquence du signal en sortie de la derniére chaine de délais (501) aprés la
mise & jour des mots de contrdle, et des moyens permettent de déduire des mesures de fréquence les bits composant la signature du
circuit. L'invention a aussi pour objets un procédé et un systéme de test de tels circuits.



